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Foreword

T%d of document 86B/1438/FDIS, future edition 1 of IEC 62005-2, prepared by SC 86B, Fibre
optic ipterconnecting devices and passive components, of IEC TC 86, Fibre optics, was submitted to
CENELEC parallel vote and was approved by CENELEC as EN 62005-2 on 2001-05-01.

The foII@lg dates were fixed:

— latest .Q- which the EN has to be implemented
at national @ | by publication of an identical
national stafidafd, or by endorsement (dop) 2002-02-01

— latest date by wifich,the national standards conflicting
with the EN have? withdrawn (dow) 2004-05-01

Annexes designated "no ive" are part of the body of the standard.
In this standard, annex ZA mative.
Annex ZA has been added bé/NELEC.

L

dorsement notice

The text of the International Standard | E 05-2:2001 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification.
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Annex ZA
(normative)

)\ Normative references to international publications
/. with their corresponding European publications

This E&g?)ean Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other
publicationQese normative references are cited at the appropriate places in the text and the
publication isted hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any
of these publi&ns apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or
revision. For undatéd references the latest edition of the publication referred to applies (including
amendments).

NOTE  When an internati ublication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant
EN/HD applies.

Publication Year EN/HD Year
IEC 62005-4 1999 bility of fibre optic interconnecting EN 62005-4 1999

devi?es'and passive optical components
Par @oduct screening
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ET DES COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES —

) FIABILITE DES DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION
*
®

Partie 2: Evaluation quantitative de la fiabilité
O/en fonction d’essais de vieillissement accélérés —
o Température et humidité; régimes continus

z AVANT-PROPOS

1) La CEIlI (Commission @otechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble mités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a
pour objet de favoriser la“cogpération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricité et e(xctronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est g8nfiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité pe/ ticiper. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison ave&El, participent également aux travaux. La CEl collabore étroitement
avec I'Organisation Internationale de"Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux

organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la él concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les ts étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’ét

3) Les documents produits se présentent sous fa e de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, ra techniques ou guides et agréés comme tels par les

Comités nationaux. "

mités nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
mes internationales de la CEl dans leurs normes
de la CEIl et la norme nationale ou régionale

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, Ie;{
facon transparente, dans toute la mesure possible, le
nationales et régionales. Toute divergence entre la
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans ce

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'u ses normes.

6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments d
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogu
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de

nte Norme internationale peuvent faire
. La CEIl ne saurait étre tenue pour
s avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 62005-2 a été établie par le sous-(@fé 86B : Dispositifs d'inter-
connexion et composants passifs a fibres optiques, du comité '@s 86 de la CEIl: Fibres
optiques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: Go,:
FDIS Rapport de vote 6
86B/1438/FDIS 86B/1497/RVD
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur teé, ayant

abouti a I'approbation de cette norme. f

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3. 0
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The IEC (International I@lechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechni mittees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation off allJquestions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to activities, the |IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical commiftees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory wg .ﬂternational, governmental and non-governmental organizations liaising

FOREWORD

with the IEC also participate in this ration. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accefdance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

The formal decisions or agreements offthe IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the re t subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

of standards, technical specifications, technic orts or guides and they are accepted by the National

The documents produced have the form of rec a&dations for international use and are published in the form
Committees in that sense.

In order to promote international unification, IEC ﬁa?e;l Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent p in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corres ing national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to indicate its ap al and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements ternational Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifyin or all such patent rights.

mmittee 86: Fibre optics.

International Standard IEC 62005-2 has been prepared by @?‘mmittee 86B: Fibre optic

The text of this standard is based on the following documents: /Q

FDIS Report on voting “O
86B/1438/FDIS 86B/1497/RVD

)

Full information on the voting for the approval of this standard can be founwe report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3. z

§
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La CEIl 62005 est composée des parties suivantes, présentées sous le titre général Fiabilité
des dispositifs d'interconnexion et des composants passifs a fibres optiques:
)«tie 1: Guide d'introduction et définitions

- éie, 2: Evaluation quantitative de la fiabilité en fonction d'essais de vieillissement
glerés — Température et humidité; régimes continus

)Qer
- Pa@.: Essais significatifs pour I'évaluation des modes et mécanismes de défaillance des
composadnts passifs

— Partie ction des produits
— Partie 5: is accélérés de fiabilité en milieu de service normalisé 1)

— Partie 6: Utilisasion des données de champs destinée a déterminer, spécifier et améliorer la
fiabilité des ¢ ants 1)

— Partie 7: ModéliSatién de la durée de vie contrainte 1)

Le comité a décidé que @ontenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006. A cette
date, la publication sera:

e reconduite; / .
e supprimée; {S}

« remplacée par une édition révis®)u

<,

o
%

« amendée.

42
<
®
N,
O

1) A I'étude.
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IEC 62005 consists of the following parts, under the general title Reliability of fibre optic
interconnecting devices and passive components

%t 1: Introductory guide and definitions

P 2: Quantitative assessment of reliability based on accelerated ageing tests —
/erature and humidity; steady state
1

P Relevant tests for evaluating failure modes and failure mechanisms for passive
co nents

Part 4:@€uct screening
Part 5: R@ility accelerated tests to standardized service environments 1)
Part 6: Use ©f :Id data to determine, specify and improve component reliability 1)

Part 7: Life st odelling 1)

The committee has jded that the contents of this publication will remain unchanged until
2006. At this date, the @cation will be

reconfirmed; O
.

withdrawn;
replaced by a revised editio{ss
amended.

1) Under consideration.
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INTRODUCTION

Des\Ninvestigations menées sur des dispositifs passifs optiques tels que les séparateurs
g‘:uﬁ

in t que leurs mécanismes de défaillance sont accélérés a la fois par la température et
par midité. Dans plusieurs des applications proposées, en particulier dans les lignes
da 38 pour télécommunications, les dispositifs sont situés dans des environnements qui

is a la fois a une température élevée et a une humidité potentiellement élevée. Des

ns quant a l'effet d'accélération de la température et de I'humidité sont par
conséquer@;entlelles pour s’assurer que les dispositifs sont propres a lI'usage.

Un concepte
fiabilités cible

systeme a une fiabilité cible globale pour un systéme qui peut étre divisé en
up tous les composants du systéme. L'emplacement d’'un composant donné
dans un réseau ncera la fiabilité cible. Si un défaut d’'un composant ne provoque pas de
perte de service, emple si le service passe a un dispositif de secours, la fiabilité cible de
ce composant pe pas étre aussi rigoureuse. |l existe cependant une seconde
considération, outre ontinuité de la fourniture du service, a savoir la «charge de
maintenance». Il s’agit @e mesure du temps passé a réparer un réseau: un prestataire de
service aura la nécessite@s’assurer gu’il n'excéde pas un niveau économique non viable.
L'attribution de la fiabilité c'e?(des composants particuliers constitue un processus qui exige
I'expérience du comportement des composants dans des environnements donnés. |l s'avere
que la défaillance de composaj ptigues passifs est dominée par des mécanismes d’'usure;
de ce fait, le taux de défaillanc@est pas constant en fonction du temps. Cela signifie que
'information exigée concerne non_seulement la durée moyenne de fonctionnement avant
défaillance (MTF) mais aussi la répartition du taux de défaillance en fonction du temps.

L'exemple pratique proposé porte su@pérature et 'humidité, mais il convient de garder
en mémoire que d’'autres facteurs, te e les vibrations ou la présence de solvants

organiques peuvent également réduire la ée de fonctionnement avant défaillance. Il est
recommandé que le choix des essais appropriés, de durée de vie repose sur une bonne
compréhension des conditions dans lesquelles dispositifs seront déployés ainsi que sur la
connaissance des mécanismes de défaillance p iels du dispositif. Certains mécanismes de
défaillance peuvent ne pas étre aisément accél ar des conditions de contraintes type.
Dans I'établissement des normes, il convient que ¢ artie de la CEl 62005 soit considérée

comme la prescription minimale et que les autres normes a publier soient utilisées pour
déterminer si des essais de contraintes complémentair. t nécessaires.

La défaillance aléatoire constitue une complication supp taire. Il s'agit de défaillances
d’'un composant qui ne peuvent pas étre imputées a un méc e d'usure. Par conséquent,
les défaillances aléatoires interviennent a taux constant au se@un groupe de dispositifs et
sont souvent désignées comme défaillances en régimes continu

Il est a noter que le programme d’essai de durée de vie défini p@ norme s'avere étre
applicable aux dispositifs passifs fonctlonnant dans des conditions ou mpérature ambiante
ne varie pas de z15 °C par rapport a la valeur moyenne. Il est app niguement aux
dispositifs qui ont été prescrits selon la spécification de performance% riée pour les
conditions de service prévues.

Les dispositifs possédant des composants qui peuvent étre désaccouplés oudétomposants
contenant des piéces qui reposent sur un mouvement mécanique pour ionner
correctement nécessitent des essais de durée de vie supplémentaires pour s’asSur ue le
fonctionnement mécanique des composants demeure correct sur toute la durée “degvie du
composant. Le programme de durée de vie défini dans la présente partie de la C 5
représente tout de méme une partie significative des informations de fiabilité prescrite r
ces composants.

Des composants soumis a des plages plus larges de variation de température ou a d’autres
contraintes supplémentaires telles que des vibrations exigent aussi des essais supplémen-
taires de durée de vie.
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InveStigations carried out on optical passive devices such as splitters indicate that their failure
m isms accelerate with both temperature and humidity. In many of the proposed
applieations, particularly in the telecommunications local loop, devices are located in
envir énts that are subject to both high temperature and potentially high humidity.
Inforn%g about the accelerating effect of both temperature and humidity is therefore
essentralto ensure that the devices are fit for use.

A system jgRer has an overall target reliability for a system that can be divided into target
reliabilities t ver all components in the system. The location of a particular component in
a network will ififluence the target reliability. If a fault in a component does not cause loss of
service, for ex if the service switches to a back-up, the target reliability of that
component may e so stringent. There is however a second consideration, besides
continuity of servic ision, and that is the "maintenance burden". This is a measure of the
time spent repairing work and a service provider needs to ensure that this does not
become economically n iable. The allocation of target reliability to particular components is
a process that requires erience of the behaviour of the components in particular

environments. Failure of p éxe optical components appears to be dominated by wear out
mechanisms; therefore, the failurgsrate is not constant with time. This means that information
is required not only to providef edian time to failure (MTF) but also for the distribution of
the failure rate with time. (Ssn

A worked example which focuses@ temperature and humidity is given but it should be
remembered that other factors such Wation or the presence of organic solvents may also
reduce the time to failure. The c f suitable life tests should be based on an
understanding of the conditions in which ﬁ vices are deployed, together with knowledge of
the potential failure mechanisms of the devi There may be some failure mechanisms that
are not readily accelerated by typical stress cﬁditions. In establishing standards, this part of
IEC 62005 sets out the minimum requiremen S/ﬂhile other standards to be published should
be used to establish whether additional stress te@ is required.

A further complication is random failure. These are f es that cannot be attributed to a wear-
out mechanism. Random failures consequently occur a constant rate in a population of
devices and are often referred to as steady-state failur

It should be noted that the life test programme defined by thi§ $tandard has been found to be
applicable to passive devices operating in conditions where t bient temperature does not
vary by more than £15 °C from the mean value. It is only appli@}‘to devices that have been
specified according to the appropriate performance specificati &Jr the intended service
conditions.

Devices that have dematable components or components that cor@ arts that rely on
mechanical movement to perform correctly need additional life testind{ensure that the
e

mechanical operation of the components remains correct throughout

jfetime of the
component. The life test programme defined in this part of IEC 62005 represents a
significant part of the reliability information required for these components. ﬁ

Components subjected to wider ranges of temperature variation or to other additio esses
such as vibration will also require additional life tests. :

§
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FIABILITE DES DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION
ET DES COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES -

. en fonction d’essais de vieillissement accélérés —
@ Température et humidité; régimes continus

04

1 Domain@application

La présente partiegde la CEI 62005 fournit une base pour la définition des essais de fiabilité
concernant les ¢ sants optiques passifs. Il prodigue des conseils sur les procédures
d'essai de durée de”vije, les calculs des taux de défaillance et la présentation des résultats.
Outre le guide génér n exemple pratique est proposé pour présenter la méthode de calcul
des taux de défaillance antanée pour un dispositif au cours de sa durée de vie en service
en fonction d’essais de éde vie acceélérée.

)\S Partie 2: Evaluation quantitative de la fiabilité

2 Références normativé;‘

Les documents normatifs suiva‘&contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dis jons valables pour la présente partie de la CEl 62005.
Pour les références datées, les amements ultérieurs ou les révisions de ces publications
ne s'appliquent pas. Toutefois, les parti renantes aux accords fondés sur la présente partie
de la CEIl 62005 sont invitées a ree%r la possibilité d'appliquer les éditions les plus
récentes des documents normatifs indiqués, ci-aprés. Pour les références non datées, la
derniere édition du document normatif en rg nce s’applique. Les membres de la CEI et de
I'SO possédent le registre des Normes interni‘najes en vigueur.

CEIl 62005-4:1999, Fiabilité des dispositifs d'inte@ exion et des composants passifs a fibres
optiques — Partie 4 : Sélection des produits é

3 Guide sur les essais de défaillances par us@

3.1 Distribution de défaillances @

D’'aprés I'expérience, on peut souvent supposer qu’'une distrifutien log-normale de durées de
fonctionnement avant défaillance s’applique aux défaillances p re des dispositifs optiques
passifs. C’est-a-dire que le logarithme & la base e des durég‘ e fonctionnement avant
défaillance aura une distribution (gaussienne) normale. Le para e dispersion, o, est
I’écart normalisé du logarithme a la base e des durées de fonctionne avant défaillance. La
distribution log-normale est la base des calculs présentés dans cette n

La fonction de distribution de probabilité pour une distribution Iog-norQe, t donnée par
I’équation (1). 6

@L(l)

I, = s est la durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTF), prise pougge
panne de 50 % d’échantillons;

0 2
tov2m E 20 o0 O

[

o est I'’écart normalisé de In(t).
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AND PASSIVE COMPONENTS -

based on accelerated ageing tests —
Temperature and humidity; steady state

)\S Part 2. Quantitative assessment of reliability
.
()

15%0
e

This part of IEC provides a basis for defining reliability tests for passive optical
components. It providessadvice on life testing procedures, the calculation of failure rates and
the presentation of re In addition to such general guidance, a worked example illustrates
the method of calculatin instantaneous failure rate for a device during its service lifetime,

based on accelerated life te /
*

2 Normative references {S}

The following normative document@ntain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 62005. For dated references, subsequent amendments
to, or revisions of, any of these pub'ns do not apply. However, parties to agreements
based on this part of IEC 62005 are en Mﬁged to investigate the possibility of applying the
most recent editions of the normative docu@ts indicated below. For undated references, the
latest edition of the normative document re to applies. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Stand%,‘

IEC 62005-4:1999, Reliability of fibre optic interc cting devices and passive components —
Part 4: Product screening

3 Guidance on testing for wear out failures %

3.1 Failure distribution O

Experience has shown that a log-normal distribution of times t ilgre can often be assumed
to apply for wear-out failures of passive optical devices. That is to that the log to the base
e of the times to failure will have a normal (Gaussian) distribution%(dispersion parameter,
g, is the standard deviation of the logarithm to the base e of the to failure. The log-
normal distribution is the basis of the calculations shown in this standam

The probability distribution function for a log-normal distribution is given by ewon (1).

} (1)
<

t,, =t is the median time to failure (MTF), taken for 50 % of samples to fail, 0
o is the standard deviation of In(t).

O 20

1 1 0n(t/ty, )0
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